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С целью исследования возможностей сетей на кристалле (СтнК) 
существует необходимость их моделирования. В зависимости от 
уровней детализации различают модели низкого (эмуляция) и высоко-
го (симуляция распространения потоков данных) уровней. Все низко-
уровневые модели синтезируются, поскольку формируются на языках 
описания аппаратуры (HDL). Способность синтеза высокоуровневых 
моделей определяется возможностями средств их разработки. Для 
разработки высокоуровневых синтезируемых моделей СтнК популяр-
ностью пользуется язык SystemC. Согласно работе [1] максимальная 
скорость моделирования HDL-моделей в среде ModelSim составляет 
приблизительно 3,2·103 циклов/с, SystemC-моделей – 20·103 циклов/с. 
Основным недостатком синтезируемых моделей является время моде-
лирования. Поэтому разработка быстродействующих моделей являет-
ся актуальной. 

В работе [2] предложено быструю высокоуровневую модель СтнК 
на базе сетевой OSI-модели. Компоненты этой модели были модифи-
цированы для моделирования нерегулярных топологий: каждый ро-
утер содержит таблицу маршрутизации, а топология  СтнК задается 
матрицей связей между роутерами. Набор входных и выходных пара-
метров симулятора не изменился. 

Результаты апробации симулятора на примере регулярных и квази-
оптимальных СтнК коррелируют с данными, полученными с помо-
щью HDL-модели Netmaker.  При этом время моделирования суще-
ственно сократилось (приблизительно в 120 раз), что подтверждает 
эффективность разработанной модели OCNS. 
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